This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLATED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS 

• UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



BUND 



ft RE PUBUKDEuftcHLAND 






\ 



V 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 
Anmelder/lnhaber: 

Bezeichnung: 



101 11 440.0 

9. Marz 2001 

i Technologies AG, Munchen/DE 

Erzeugung von Adressen 



Infineon 



Adressengenerator zur 
^mTesteneinerSchaltung 



IPC: 



G 11 C 29/00 



. nenaue wiedergabe der ursprung- 



' Dcj^Pf asident 

/Im/Auftrag^ 




Nietledt 



i 



A 9161 

02/00 
EDV-L 



Beschreibung 



Adressengenerator zur Erzeugung von Adressen zum Testen einer 
Schaltung 

Die Erfindung betrifft einen Adressengenerator zur Erzeugung 
von Adressen zum Testen einer adressierbaren Schaltung, und 
insbesondere zum Testen eines adressierbaren Speicherbau- 
steins. 

Schaltungen werden nach dem Herstellungsvorgang in Allgemei- 

en einem Testvorgang unterzogen, um zu priifen ob sie funkti- 
onsfahig sind. Insbesondere integrierte Halbleiterschaltungen 
bestehen aus einer Vielzahl von Bauelementen um deren Funkti- 
onsfahigkeit in aufwendigen Testverf ahren zu priifen. - 

Figur 1 zeigt eine Testanordnung nach dem Stand der Technik.^ 
Ein Testgerat ist uber einen Datenbus mit der- Busbreite D und 
einen Adressbus mit der Busbreite A an eine zu testende 
Schaltung DUT (DUT: Device under test) angeschlossen und u- ^ 
berpriift dessen Funkt ionsf ahigkeit . Bei der zu testenden 
Schaltung handelt es sich bspw. um einen Speicher mit einer-**' 
Vielzahl von matrixformig angeordneten Speicherzellen, die 
uber den Adressbus adressierbar sind. Das Testgerat generiert 
in einem Adressengenerator die Adressen der zu testenden 
Speicherzellen. In einem Testmustergenerator werden Testda- 
tenmuster generiert und iiber den Datenbus an die zu testenden 
Speicherzellen angelegt. Anschliessend werden die Daten aus 
dem Speicherzellen wieder iiber den Datenbus ausgelesen und in 
einer Test -Auswertungsschal tung innerhalb des Testgerats mit 
den erwarteten Daten verglichen. Bei der zu testenden Schal- 
tung kann es sich um eine beliebige digitale Schaltung han- 
deln, bspw. um einen Speicher, eine logische Schaltung oder 
eine Schaltung, die sowohl Logikelemente als auch Speicher- 
zellen enthalt. Stimmen die von der Testdatenauswertungs - 
schaltung erfaSten Daten mit den erwarteten Datenwerten uber- 
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ein, erkennt das Testgerat, dass die zu testende Schaltung 
DUT f unktionsf ahig ist. 

Figur 2 zeigt schematisch den Aufbau eines Speichers mit MxN- 
Speicherzellen SZ, die matrixf ormig angeordnet sind und iiber 
Zeilenadressen X und Spaltenadressen Y adressierbar sind. Bei 
integrierten Speichern, bspw. DRAM-Speichern handelt es sich 
um komplexe Schal tungsanordnungen, bei denen Speicherzellen 
die im logischen Adressraum nebeneinander liegen in der rea- 
len schal tungstechnischen Anordnung von einander entfernt 
liegen, bspw. in einer anderen Schicht des Halbleiterspei - 
chers. Umgekehrt grenzen oft Speicherzellen aneinander, deren 
logische Adressen eine grosse Differenz aufweisen. Um Wech- 
selwirkungen zwischen verschiedenen Speicherzellen zu testen, 
fuhrt das Testprogramm definierte Spriinge von einer Speicher- 
zelle SZ A zu einer anderen Speicherzelle SZ B .durch. Die Funk- 
tionalitat der einzelnen Speicherzellen SZ wird durch Ein- 
schreiben von Daten und anschlieSendes Auslesen von Daten ge- 
pruft. Zum Testen von Interaktionen zwischen den Speicherzel- 
len SZ werden vorbestimmte Adressenmuster an den Speicher an- 
gelegt . • 

Der Nachteil der in Figur 1 dargestellten herkommlichen Test- 

nordnung besteht darin, dass die Adressbusbreite A relativ 
gross ist, d. h. das viele Adressbuslei tungen von dem Testge- 
rat zu der zu testenden Schaltung DUT gefiihrt werden mussen. 
Ist die zu testende Schaltung DUT bspw. ein MxN-Speicher be- 
tragt die Anzahl A der Adres si ei tungen : 

A = ldM + ldN 

Wobei M die Anzahl der Spaltenadressleitungen und N die An- 
zahl der Zeilenadressleitungen des zu testenden Speichers DUT 
ist . 

Synchrone DRAM-Speicher arbeiten bereits bei Betriebsf requen- 
zen von einigen 100 MHz und mussen durch das Testgerat mit 



S0570 




, nPtestet werden. Die in Fi- 
einer entspreohenden TaKt ™£ ^ stan d der TecHni* 

gur X dargesteiite Testa— ^ Adressleitunga n 

weist den Nachteil au£ das dx ^ ^ ^ d 

bzu . dia R dressbusbrexte Schaltungsa nordnun g DOT 

von dem Testgerat zu de ^ einer 
Mh renden Testlextungen groS ^ g , wie bs pw. eines 

ho cn £ reguent ^trienenen Schaltun. ^ ^ ^ pigur 

DRSM -Speicners zu -cg^hen. Testger4t e e nge 



DRAM -Speichers zu ermdglxchen ^ Te3tg erate einge- 

! dargestellten Teatanordnung ho bs£reque nz der zu 

Ietzt werden. deren Teat freduen de ~ ^ eine Mress . 

Ustenden ScnaXtungsanordnun ^ ^ ^ eMeice 

|usbreite A au _ . ina (DUT) ist. 



Lr zu testanden Schaltung (DOT) 



Qti J. ^ ^ 

„ h der vorliegenden Erfindung einen Ad- 
Es ist daher die AuEgabe der vo g ^ 
ress engenerator zur Erzeugun von * ^ einer 

edressierberen Scnaltung » s=ba „ er . 
fcnzahl von Steuerlextungen duroh 
den kann. 

■ „ erfindungsgemafi durch einen Adressengene- 

lost . 

.dressengenerator zur Erzeugung 
fP'.- Er£,ndung seha££« adressl erbaren Schaitung mif. 
^ von Adreasen » «»* U zum zwisohenspeiohern 

m indestena eine. Ba-x.««r«-« zugeh6rige n 0££setre- 

elner Basisadresse der 3 «.x 0££setregis ter zuro 

gi ster g ruppe zugeordnet , . uerten au£ue ist, 

30 Zwisohenspeiohern von Rela ' in fcb ha ngig*eit von 

ein er ersten Hultipl«-»£^ elne £n dem Ba sisad- 

einem Basisregister-Auswehlsteuer g ^ ^ 

re ssregister and an einen Adreaabus, der 

Eingang einer Linden ist. 

35 mit der zu testenden Sohaltu g ^hangigkeit von 

^ ^r^r^, die zu de„ durchge- 
dem Basisregister ausw 



4 



schal teten Basisadress register zugehorige Of f set regis tergrup- 
pe an eine dritte Mult iplexerschaltung durchschaltet , die in 
Abhangigkeit von einem Of f setregister-Auswahlsteuersignal ein 
Of f setregister der durchgeschal teten Of f setregistergruppe an 
einen zweiten Eingang der Addit ionsschaltung durchschaltet, 
wobei die Addit ionsschaltung , die an dem ersten Eingang an- 
liegende Basisadresse mit dem an dem zweiten Eingang anlie- 
genden Relativadresswert zu einer Adresse addiert, die in das 
Basisadressregister eingeschrieben wird. 

Bei einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm des erf indungsgemaSen 
'dressengenerators sind die Basisadressregister und die zuge- 
horigen Of f set register uber Initialisierungsleitungen durch 
ein externes Testgerat initialisierbar . 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausf iihrungsf orm des erf in- 
dungsgemaSen Adressengenerators ist das an den Adressbus 
durchgeschaltete Adressensignal durch eine steuerbare Inver- 
tierschaltung invert ierbar . 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausf iihrungsf orm des erfin- :; 
dungsgemaSen Adressengenerators ist die Anzahl der Offsetre-" 
gister einer Of f setregistergruppe gleich der Anzahl der zum 
Testen der Schaltung notwendigen Adr e s s - Sprungvar i ant en . 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausf iihrungsf orm des erfin- 
dungsgemaSen Adressengenerators ist die zu testende Schaltung 
ein synchroner Speicher, der mit einer hohen Betriebstakt f re- 
quenz betrieben wird. 

Der Speicher weist vorzugsweise eine Vielzahl von Speicher- 
zellen auf , die uber einen mehrdimensionalen Adressraum ad- 
ressierbar sind. 

Dabei entspricht die Anzahl des Basisadressregister vorzugs- 
weise der Dimension des Adressraumes des zu testenden Spei- 
chers . 
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Bei einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm dies erfin- 
dungsgemaSen Adressengenerators werden die Basisadressenre- 
gister-Auswahlsteuersignale und die Of f setregister- 
Auswahlsteuersignale fiber einen Adress-Steuersignalbus von 
einem externen Testgerat an den Adressengenerator angelegt, 
wobei die Busbreite des Adress-Steuersignalbusses zwischen 
dem Testgerat und dem Adressengenerator kleiner ist als die 
Busbreite des Adressbusses zwischen dem Adressengenerator und 
der zu testenden Schaltung. 

Die Lange der Adressbusleitungen zwischen dem Adressengenera- 
tor und der zu testenden Schaltungen ist vorzugsweise viel 
geringer als die Lange der Adress-Steuerleitungen zwischen 
dem Testgerat und dem Adressengenerator. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm ist der Ad- 
ressengenerator in der zu testenden Schaltung integriert . 

Im weiteren werden bevorzugte Ausf iihrungsf ormen des erf in- .. 
dungsgemaSen Adressengenerators unter Bezugnahme auf die bei- 
gefiigten Figuren zur Erlauterung erf indungswesentlicher Merk- 
male beschrieben. 

Es zeigen: 

Figur 1 eine Testanordnung nach dem Stand der Technik; 

Figur 2 einen zu testenden Speicher mit mehreren Speicherzel- 
len; 

Figur 3 eine Testanordnung, bei der der erf indungsgemaSe Ad- 
ressengenerator eingesetzt wird; 

Figur 4 eine besonders bevorzugte Ausf iihrungsf orm des erfin- 
dungsgemateen Adressengenerators. 
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gen Sprungvarianten zum Testen der Schaltungsanordnung 2. 
Verschiedenste Test sprungvarianten konnen iiber die Initiali- 
sierungsleitungen 10 durch das Testgerat 8 in den erfindungs- 
gemaSen Adressengenerator 1 einprogrammiert werden. Soli 
5 bspw. bei einer Test -Sprungvariante die gleiche Speicherzelle 
nochmals getestet werden, betragen die Relat ivadresswerte , 
die in die entsprechenden Of f setregister 13a-i, 13b-i der 
Of f setregistergruppen 13a, 13b eingeschrieben werden jeweils 
null. Soil in einer weiteren Test-Sprungvariante die Spei- 
10 cherzelle der nachsten Spalte innerhalb des Speichers 2 ge- 
testet werden, betragt der Relat ivadressenwert in dem Offset - 

% register 13a-i null und in dem Of f setregister 13b-i eins. 
Soil bei einer weiteren Test-Sprungvariante bspw. die Spei- 
cherzelle der ubernachsten Spalte und der nachsten Zeile ge- 
15 testet werden, betragt der Relat ivadressenwert des Offsetre- 
gisters 13a- i eins und der Relat ivadressenwert des Offse,tre- 
gisters 13b-i zwei . 
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Bei dem in Figur 4 dargestell ten Ausf uhrungsbei spiel konnen 
vier verschiedene Test -Sprungvarianten programmiert werden. 
Bei weiteren nicht dargestellten Ausf iihrungsf ormen des erfin- 
dungsgemafien Adressengenerators 1 sind entsprechend mehr Off- 
setregister zur Erhohung der moglichen Testsprungvarianten 
vorgesehen. 

Die Of f setregister der Of f setregistergruppen 13a, 13b sind 
iiber Leitungen 14a, 14b mit Eingangen 15a, 15b von Multiple- 
xern 16 innerhalb einer ersten steuerbaren Mul t iplexerschal - 
tung 17 verbunden. Die Multiplexer 16-1 bis 16-4 innerhalb 

30 der ersten Mul t iplexerschal tung 17 weisen jeweils Steuerein- 
gange 18 auf , die iiber Leitungen 19 mit einem Steuereingang 
2 0 der ersten Mul t iplexerschal tung 17 verbunden sind. Die 
Multiplexer 16-1 bis 16-4 innerhalb der ersten Multiplexer- 
schaltung 17 besitzen ferner Ausgange 21, die iiber Leitungen 

35 22 mit Eingangen 23 von Multiplexer 24 innerhalb einer Mul- 

tiplexerschaltung 25 verbunden sind. Die Multiplexer 24-1 bis 
24-2 innerhalb der Multiplexerschaltung 25 weisen Steuerein- 
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zu dem durchgeschalteten Basisregister 12 zugehorigen Offset- 
registergruppe 13 durch die Mult iplexerschaltung 17 an die 
Multiplexerschaltung 25 durchgeschaltet . 

Die Steuereingange 28-1, 28-2 der Multiplexerschaltung 25 
sind iiber Leitungen 46 mit einem Steueranschluss 47 des Ad- 
ressengenerators 1 verbunden. Der Steuereingang 2 0 der Mul- 
tiplexerschaltung 17 ist uber eine Leitung 44 und der Steuer- 
eingang 3 9 der Multiplexerschaltung 3 8 ist uber eine Leitung 
48 mit einem weiteren Steueranschluss 49 des erf indungsgema- 
Sen Adressengenerators 1 verbunden. Die Steuereingange 47, 49 
werden uber Adress-Steuerleitungen des Adress-Steuerleitungs- 
busses 9 durch das externe Testgerat 8 angesteuert. Das Test- 
gerat 8 ist ferner uber Initialisierungsleitungen 10 an einen 
Initialisierungsanschluss 50 des Adressengenerators 1 ange- 
schlossen. Der Initialisierungsanschluss 50 ist uber interne 
Initialisierungsleitungen 51 mit dem Basisadressregistern 
12a, 12b* sowie uber internen Initialisierungsleitungen 52 mit 
den Of f setregistern 13 verbunden. 

Der Ausgang 55 der Multiplexerschaltung 38 ist bei der in. Fi- 
gur 4 dargestellten Ausf uhrungsf orm uber Leitungen 53 mit ei- 
ner Invert ierschaltung 54 verbunden. Die Invertierschaltung 
54 ist bspw. eine XOR-Logikschaltung , die uber interne Lei- 
tungen 55 mit einem Steueranschluss 56 des erf indungsgemaSen 
Adressengenerators 1 angeschlossen ist. Der Steueranschluss 
56 erhalt durch Leitungen 11 ein Invert ierungssteuersignal 
von dem externen Testgerat 8. Durch die Invert ierungschaltung 
54 ist es moglich bei Bedarf Adressensignale zum Testen der 
Schaltungsanordnung 2 bitweise zu invert ieren. 

An dem Abzweigungsknoten 57 wird die durch die Multiplexer- 
schaltung 4 5 durchgeschaltete Adresse uber Leitungen 58 an 
einen ersten Eingang 59 einer Addit ionsschal tung 60 angelegt . 
Die Addit ionsschaltung 60 weist einen zweiten Eingang 61 auf, 
der uber Leitungen 62 mit dem Ausgang 3 7 der Multiplexer- 
schaltung 25 verbunden ist. Die Addit ionsschal tung 60 addiert 



die an dem ersten Eingang 59 anliegende durchgeschal tete Ba- 
sisadresse mit dem an dem zweiten Eingang 61 anliegenden Re- 
lativadressenwert , der durch die Mult iplexerschaltung 25 in 
Abhangigkeit von dem Of f setregister-Auswahlsteuersignal 
durchgeschaltet wird, zu einem Summenadressenwert , der iiber 
einen Ausgang 63 und Leitungen 64 in die Basisadressregister 
12 zur Erzeugung der nachsten Adresse eingeschrieben wird. 
Die steuerbare Invertierungsschaltung 54 weist einen Ausgang 
65 auf , der iiber interne Leitungen 66 an einem Ausgang 67 des 
erf indungsgemaSen Adressengenerators 1 angeschlossen ist. 

Zum Testen der Schaltungsanordnung 2 werden zunachst die Ba- 
sisadressen iiber die Initialisierungsleitungen 10 durch das 
Testgerat 8 init ialisiert und in die Basisadressregister 12 
eingeschrieben. Ferner werden die Relat ivsprungwerte der ver- 
schiedenen zu testenden Test - Sprungvarianten durch Einschrei- 
ben von Relat ivadressenwerten in die Of f setregister 13 initi- 
alisiert. Durch Anlegen eines Basisregister- • 
Auswahlsteuersignals an den Steueranschluss 49 iiber Adress- 
Steuerleitungen 9 wird eine Basisadresse selektiert. An- 
schliessend wird durch Anlegen eines Of f setregister- 
Auswahlsteuersignals an den Steuereingang 47 des Adressenge-' 
nerators 1 die gewiinschte Testsprungvariante bzw. der ge- 
wiinschte Relat ivadressenwert selektiert. Die adressierte 
Speicherzelle wird anschl ies send durch Anlegen und Auslesen 
von Daten gepriif t . Der Vorgang wiederholt sich solange bis 
erkannt wird, das der Testvorgang beendet ist. 

Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausf iihrungsbeispiel betragt 
die Anzahl Z A der notwendigen Steuerleitungen 9 des Adress- 
Steuersignalbusses 9 zur Steuerung der Adressenspriinge drei . 

Allgemein betragt die Anzahl Z A der notwendigen Steuerleitun- 
gen durch Steuerung des Adressengenerators 1 durch das exter- 
ne Testgerat 8 : 



Z A = ldd + ldp 
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Wobei d die Dimension des Adressraumes der zu testenden 
Schaltungsanordnung 2 und 

p die Anzahl von gewunschten Testsprungvarianten ist . 

Bei den in Figur 4 dargestellten Beispiel wird ein matrixfor 
mig angeordneter Speicher Z mit einem zweidimensionalen Ad- 
ressraum d=2 getestet, wobei die Anzahl der moglichen Test- 
sprungvarianten p in dem dargestellten Beispiel vier betragt 
Die Anzahl der notwendigen Steuerleitungen zur Ansteuerung 
des Adressengenerators betragt somit drei. 

Bei einem Speicher 2 mit 1024 (=2 10 ) Spaltenadressen und 1024 
(=2 10 ) Zeilenadressen ist die Adressbusbreite A des Adress- 
busses zwischen dem Adressengenerator 1 und dem Speicher min- 
destens zehn, wahrend die Anzahl Z A der notwendigen Steuer- 

..A I 

leitungen zur Ansteuerung des Adressengenerators 1 durch das 
externe Testgerat 8 lediglich drei Leitungen umfasst. Die An- 
zahl Z A der notwendigen Adress-Steuerleitungen zur Ansteue- . 
rung des Adressengenerators 1 durch das Testgerat 8 ist somit 
wesentlich geringer als die Breite des Adressbusses 3. Wird„> 
die Testanordnung 4, die den Adressgenerator 1 beinhaltet, ■•' 
als anwenderspezif ische integrierte Schaltung (ASIC) raumlich 
nahe an die Schaltungsanordnung 2 plaziert oder wird die 
Testanordnung 4 sogar in die Schaltungsanordnung 2 integ- 
riert, ist die Lange der Adress-Steuerleitungen des Adress- 
Steuerleitungsbusses 9 wesentlich hoher als die Lange der Ad- 
ressleitungen zwischen dem erf indungsgemaSen Adressengenera- 
tor 1 und der zu testenden Schaltungsanordnung 2 . Die Steuer- 
signale auf den Adress-Steuerleitungen, die von dem Testgerat 
8 an den erf indungsgemaSen Adressengenerator 1 abgegeben wer- 
den, weisen eine wesentlich geringere Taktfrequenz auf als 
die Taktfrequenz, mit der die generierten Adressen von dem 
Adressengenerator 1 an die Schaltungsanordnung 2 zum Testen 
angelegt werden. 
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Bei der in Figur 3 dargestellten erf indungsgemaSen Testanord- 
nung ist es daher moglich ein externes Testgerat 8 mit einer 
relativ niedrigen Betriebsf requenz zu verwenden, das zudem 
nur eine sehr geringe Anzahl von Adress-Steuerleitungen auf- 

5 weisen muss. Bei dem in Figur 3 dargestellten erf indungsgema- 
fien Testanordnung konnen daher herkommliche Testgerate 8, die 
mit einer relativ niedrigen Betriebsf requenz arbeiten, zum 
Testen von Speicherbausteinen 2 eingesetzt werden, die mit 
einer erheblich hoheren Taktfrequenz von einigen 100 MHz ar- 

0 beiten, ohne das ein erheblicher zusatzlicher Scheidungsauf - 
wand notwendig wird. 
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Patent anspruche 



1. Adressengenerator zur Erzeugung von Adressen zum Testen 
einer adressierbaren Schaltung (2) mit : 

5 

(a) mindestens einem Basisadressregister (12) zum Zwischen- 
speichern einer Basisadresse , wobei dem Basisadressregister 
(12) jeweils eine zugehorige Of f setregistergruppe (13) zuge- 
ordnet ist, die mehrere Of f setregister zum Zwischenspeichern 

10 von Re 1 at i vadr e s s enwe r t en aufweist; 

(b) einer ersten Mult iplexerschal tung (38) , die in Abhangig- 
keit von einem Basisregister-Auswahlsteuersignal eine in dem. 
Basisadressregister (12) zwischengespeicherte Adresse an ei- 

15 nen ersten Eingang (59) einer Addit ionsschal tung (60) und an 
einen Adressbus (3) , der mit der zu testenden Schaltung (2) ^ 
verbunden ist, durchschaltet; 

(c) einer zweiten Mult iplexerschal tung (17) , die in Abhangig- 
20 keit von dem Basisregister-Auswahlsteuersignal die zu dem 

durchgeschalteten Basisadressregister (12) zugehorige Offset- 
registergruppe (13) an eine dritte Mult iplexerschaltung (25JU 
durchschaltet, die in Abhangigkeit von einem Of f setregister- 
Auswahlsteuersignal ein Of f setregister der durchgeschalteten 
Of f setregistergruppe (13) an einen zweiten Eingang (61) der 
Additionsschaltung (60) durchschaltet; 

(d) wobei die Additionsschaltung (60) , die an dem ersten Ein- 
gang anliegende Adresse mit dem an dem zweiten Eingang (61) 

30 anliegenden Relat ivadressenwert zu einer Adresse addiert, die 
in dem Basisadressregister (12) zwischengespeichert wird. 

2 . Adressengenerator nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

35 dass das Basisadressregister (12) und die zugehorigen Offset- 
register (13) iiber Init ialisierungsleitungen (10) durch ein 
externes Testgerat (8) initialisierbar sind. 



3 . Adressengenerator nach Anspruch 1 oder 2 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das an den Adressbus (3) durchgeschaltete Adress-Signal 
durch eine steuerbare Invert ierschaltung (54) invert ierbar 
ist . 

4. Adressengenerator nach einem der vorangehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Anzahl der Of f setregister einer Of f setregistergruppe 
(13) gleich der Anzahl der zum Testen der Schaltung (2) not- 
wendigen Adress -Test - Sprungvarianten ist. 

5. Adressengenerator nach einem der vorangehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die zu testenden Schaltung (2) ein synchroner RAM- 
Speicher mit einer hohen Betriebstakt f requenz ist. 

6. Adressengenerator nach einem der vorangehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der RAM-Speicher eine Vielzahl von Speicherzellen auf- 
weist, die iiber einen mehrdimensionalen Adressraum (X, Y) ad- 
ressierbar sind. 

7. Adressengenerator nach einem der vorangehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Anzahl der Basisadressregister (12) der Dimension 
(d) des Adressraumes des zu testenden Speichers (2) ent- 
spricht . 

8. Adressengenerator nach einem der vorangehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Basisregister-Auswahlsteuersignale und die Offsetre- 
gister-Auswahlsteuersignale iiber einen Adress-Steuersignalbus 
(9) von einem externen Testgerat (8) an den Adressgenerator 
(1) angelegt werden, 
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„ Adr ass-Stauarsignalbussas (9) 

Schaltung (2) . 

tor nach eine. der vorangahendan Anspruche 
9 . Adrassanganarator nach e t , 

d a a u r c h g . * • n d n er Z Mressbus l ei tungen zwischen dam 
das s dia Laitungsiangan dar A schalt ung (2) garm- 

Ad re S aganera t or U) und dar Rdre3s . steue rlai t ungen 
9er i.t ais dia ^tungalangan ^^^^ (1) . 
zwischan dem Taatgarat (8) u 

tor nach aina. dar vorangahandan AnsprQcha 
10 . Adrassanganarator nach t , 

d a d u r c h g e k e n n ^ tescende n Schaltung 

dass de r A d ra S sanganerator (1) 
1S (2) integriert 1st. 
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Zusammenf assung 

Adressengenerator zur Erzeugung von Adressen zum Testen einer 
Schaltung 

Adressengenerator zur Erzeugung von Adressen zum Testen 
einer adressierbaren Schaltung (2) , mit mindestens einem Ba- 
sisadressregister (12) zum Zwischenspeichern einer Basisad- 
resse, wobei dem Basisadressregister (12) jeweils eine zuge- 
horige Of f setregistergruppe (13) zugeordnet ist, die mehrere 
Of f setregister zum Zwischenspeichern von Relat ivadressenwer- 
ten aufweist, einer ersten Mul tiplexerschaltung (38), die in 
Abhangigkeit von einem Basisregister-Auswahlsteuersignal eine 
in dem Basisadressregister (12) zwischengespeicherte Adresse 
an einen ersten Eingang (59) einer Addit ionsschaltung '(60) 
und an einen Adressbus (3) , der mit der zu testenden Schal- 
tung (2) verbunden ist, durchschaltet , einer zweiten Mul- 
tiplexerschaltung (17) , die in Abhangigkeit von dem Basisre- 
gister-Auswahlsteuersignal die zu dem durchgeschal teten Ba- 
sisadressregister (12) zugehorige Of f setregistergruppe '(13) 
an eine dritte Mult iplexerschaltung (25) durchschaltet r die 
in Abhangigkeit von einem Of f setregister-Auswahlsteuersignal - 
ein Of f setregister der durchgeschalteten Of f setregistergruppe 
(13) an einen zweiten Eingang (61) der Additionsschal tung 
(60) durchschaltet, wobei die Additionsschaltung (60), die an 
dem ersten Eingang anliegende Adresse mit dem an dem zweiten 
Eingang (61) anliegenden Relat ivadressenwert zu einer Adresse 
addiert, die in dem Basisadressregister (12) zwischengespei - 
chert wird. 



Figur 4 
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Bezugszeichenliste 

1 Adressengenerator 

2 . zu testende Schaltung 

3. Adressbus 

4 . Testschaltung AuSW erteschaltung 

5. Testmustergenerator und a 

6 Datenbus 

7. Daten-Steuerleitungsbus 

8 Testgerat 

9 Adress-Steuerleitungsbus 

10 mitialisierungsleitungen 
ii"." mvertierungssteuerleitung 
12 . Basisadressregister 

15 13. Offsetregister 

14 . Leitung 

15. Multiplexereingang 

16. Multiplexer 

17. Multiplexerschaltung 
2 0 18. Steuereingange 

19. steuerleitung 

20. Steuereingang 

21. Ausgang 

#22. Leitungen 
23. Multiplexereingang 
24 Multiplexer 

2 5. Multiplexerschaltung 

26. Steuereingang 

27. Steuerleitung 

28. Steuereingang 

29. Ausgang 

30. Leitung 

31. Eingang 

32. Multiplexer 
35 33. Steuereingang 

34. steuerleitung 

35. Ausgang 



30 
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36. Leitung 

37 Ausgang 

38. Multiplexerschaltung 

39. steuereingang 
5 40 . Eingang 

41. Leitung 

42 . Eingang 

43 . Leitung 

44 . steuerleitung 

10 45 . Ausgang 

46. Steuerleitungen 

47. steuereingang 

J 48. Steuerleitung 

49 steuereingang 

initialisierungsanschluss 

initialisierungsleitungen 

initialisierungsleitungen 

53 Leitung 

54. mvertierungsschaltung 

55 . steuerleitung 

56 . steuereingang 

57 . zweigungsknoten 

58 . Leitung 

59. Eingang 

60. Additionsschaltung 

W 61. Eingang 

62 . Leitung 

63 . Ausgang 

64 . Leitungen 
3 0 65. Ausgang 

66 . Leitung 

67 . Adressausgang 



15 50. 
51. 
52 
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